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1. は じ  め  に

結晶格子の規貝1正しい原子のならびは,ナ ノメー トル

オーダでの,長 さの基準 として用いられる可能性を有す

る。本研究では,結 晶格子を基準 とした段差測定器を実

現 した。サファイヤの原子ステップを黒鉛結晶を用いて

観察,評 価することが可能となったのでここに報告する。

2.基 本 構 想

図 1に基本構想図を示す。段差を有する試料を観察す

るために探針式プローブ顕微鏡を用いる。顕微鏡 として

は,走 査型 トンネル顕微鏡
1)(scanning tuineling micro―

scope,以下 STM)や 走査型力顕微鏡
2)(scanning force

graphite chip
z scanner for tip tip 2

x scanner for tip 1

tip l holder
z scanner for tio 2

図 1 結 晶格子を基準に用いた段差測定の構造図.段 差通過時に

生 じるtiPlのZ方 向の変位が dP2で 得 られるグラフアイ

ト像を段差の場所で歪ませる。像の歪みは段差の大きさを

反映 している。
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microscope,以下,SFM)等 を用いる。図 1に示すように,

試料観察用の探針の探針ホルダーに黒鉛結晶の小片を固

定する。STMの 探針 (tip2)を用いて探針ホルダーに固定

した黒鉛結晶の観察を行 う。その際,tip2は Z方 向に数

nmデ イザリングを行い,dplは 試料に沿ってX方 向に動

かす。その結果,tip2は黒鉛結晶に対 してラスタースキャ

ンを行うことになる。tiplがZ方 向に変位 しない場合は,

通常の STMで 観察 されるような黒鉛の結晶像が得 られ

る。一方,tiplが試料の段差をトレースした結果,Z方 向

に変位 した場合,そ の変位によって結晶像が歪む。基準

とした結晶そのものに歪みがない場合,観 察される結晶

像の歪みは tiplのZ方 向への変位によると考えられる。

図2 サ フアイヤの原子ステップを,グ ラフアイトを用いて校正

した夕1.(a)が 段差通過で歪んだ像。(b)が格子構造が見

えるように再構成した像である.(b)の 像の上下の輪郭
と,格 子間隔から段差が推定される。
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結晶の見かけ上の歪み を補正す ることによって,段 差の
4口結    論

ある試料の断面プロファイルを結晶を基準 として評価す

ることが可能となるの。                  結 晶を基準 として段差評価が可能であることを原子 レ

ベルで示 した。現在, レ
ーザ干渉計を組み込み,測 定結

3.実 験 結 果
果の評価 を行っている。レーザ干渉計の測定結果の揺 ら

段差のある試料 としてサファイヤ結晶を,基 準結晶と   ぎ は,実 験の条件を変えることで改善の余地がある。

して黒鉛結晶を用いた。試料及び基準結晶観察のために                  (1997年 6月 17日受理)

はそれぞれ STMを 用いた。図 1に観察結果を示す。サフ
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